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Teil A

Kre‘uzen Sie jeweils an, ob die Aussage wahr (w) oder falsch
() ist. Tragen Sie in die Liicke die fehlende (richtige)
Gleichung bzw. Zahl ein. Es gibt die Punkte nur auf komphg“
richtige Aufgabenldsungen.

Y 1
Al (2 Punkte)
“ B O Unter Beugung versteht man die konstruktive
Interferenz von Streuwellen o
“ 0 [ Réntgenstrahlung kann am Kristall gebeugt werden.
» - Elektronenstrahlung dagegen nicht. o

Ex 5L
4 ‘A2 (2Punkte) = 0 Dwin
“0 & Die Wellenldnge der charakteristischen
| Rontgenstrahlung sinkt mit steigender
% Besehleunigungsspannung “#onts -« y
BB [ Die Wellenlidnge der charakteristischen
Rontgenstrahlung hangt nur von der Ordnungszahl
ab. %@(ghnf" o ‘

| A3 (3 Punkte)
o K Der reziproke Gittervektor Sy steht nur im
R - kubischen Gitter senkrecht zur Netzebene (hkl). *
“Kl O DieKoordinaten eines reziproken Gitterpunktes
| werden durch die ganzzahligen Indizes h k.1
: bestimmt. ©
“K O Im orthorhombischen Gitter sind die
Netzebenennormalen parallel zu den entsprechenden

- Richtungen des reziproken Gitters. e
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A4 (3 Punkte) |
O  Der Atomformfaktor hingt von der Ordnungszahl,
der Wellenldnge und dem Beugungswinkel ab. ©
[0 0O kubisch-raumzentrierte Gitter zeigen *¥* = %
Ausléschungen, kubisch-primitive Gitter dagegen
nicht. o :
~ B O Ineinem geordneten Mischkristall mit kfz-Gitter
treten mehr Reflexe auf als in einem ungeordneten
der gleichen Struktur und Zusammensetzung. o

A5 (2 Punkte)

Ein reziproker Gitterpunkt entspricht einer
“ B O, Netzebenenschar o
v B Richtung im Kristall o

A6 (2 Punkte)
Die typische durchstrahlte Probendicke betrigt fiir
- Rontgenbeugung /] nim
r Transmissionselektronenmikroskope zpr— O
d= Gt o eAD

A7 (3 Punkte) 07 e W oW
“0 & Die Tiefenscharfe eines Lichtmikroskops mimmt mit
et zunehmender Auflésung =a. % |
@ O Die Aufl6sung eines Lichtmikroskops nimmt mit
' zunehmender Wellenlédnge des verwendeten Lichts
ab. o QK & ¥ 4 §= Ol
~ 0O [ Das Punktauflssungsvermogen in einem optischen
und in einem Transmissionselektronenmikroskop ist
nur durch die Wellenlinge der verwendeten

Slrizhlung gegeben ¢
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Pul veraufnahme mit Fe-K,-Strahlung (A=1,936 A) die
Beugungsreﬂexe gemessen

26 [°]

s
.E.
a

38,51
44,76
65,16
78,31
- 82,53
99,20
112,17
- 116, 74

mqmmkde



R

f
I/'
/

Klausur Werkstoffanalytil |

B3 (3 Punkte)

| Die‘intermetallisc.he Phase TiAl besitzt im geordneten Zustand
E eine tetragonale L1, -Struktur (Ti: 0,0,0; 1/2,1/2.0: und Al:
' .0 1/2,1/2; 1/2,0 ,1/2). Berechnen Sie den Strukturfaktoren F.
fur die Reﬂexe (100), (010), (001) und (200).

Welche Ausléschungsregel wiirde aufireten, wenn die Phase il

hkl

- ungeordnet ware? | slr:un. - "/f%_ﬁ //zv |
§ '@(3 Punkte) 2
~ Zeichnen Sie schematisch das entstehende Rontgenspektrum
(Intensitit gegén Wellenldnge) wenn Elektronen durch ein
. elektrisches Feld auf eine Metallanode beschleunigt werden.
g - Wodurch ist die kleinste auﬁetende Wellenldnge gegeben?
- Welche Beschleunigungsspannung bénétigt man mindestens,

um Cu-K-Strahlung (7L=.1.541 A) zu erzeugen?

'B5 (4 Punkte)
Beschrelben Sle dlﬂe/ Unterschiede in Funktionsweise und
& Aufbau eines REM und TEM. Zeichnen Sie schema'usch den

720 ©

= ,Jewemgen Strahlengang
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\iﬁj 5 Punkte) /é;ﬁ\/(

Zeichnen Sie fiir ein L REM das Wechselwn'kungsvolumen des -
einfallenden Primarelektronenstrahls mit der Probe fiir eme
Beschleunigungsspannung von 5kV und 30KV (Annahme
Durchmesser des Primérelektronenstrahls ble;bt~kons‘;ant). |
Zeichnen Sie in Thre Skizze ein, aus welchen Bereichen _

. Sekundérelektronen und Riickstreuelektronen aus der Probe
austreten k6nnen und wie tief die Primarelektronen

eindringen.

@a: 2 Punkte; b: 2 Punkte) |

a) Erldutern Sie anschaulich die Kontrastentstehung durch
eine Stufenversetzunc in einer Metallfolie bei der
Transmissionselektronenmikroskopie. s

b) Es wird ein Versetzungsbild analys1en in dem die gIeiéhe.
Stelle unter mehreren Kippwinkeln betrachtet erd Keine
Versetzung ist bei bei g=[111] zu sehen, ein Teil dér |
Versetzungen verschwindet bei g=[11-2] und.der andere |
Teil bet g=[1-21]. Welche Burgers-Vektoren haben die -

beiden Versetzungstypen?




nnur stand (0'x O, 02—0) ausgesetzt wird. Es werden
ner réntgenographlsche Spannungsmessung (Cu-K,

=1.541 A)mit der gin? *W-Methode folgende
o gsreﬂexe gemessen: -

61—72 033
0,=73.402°
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schungsbedingungen: = i A s
typ : beobachtbare Reflexe
- Alle
htk+l=gerade
alle gerade oder alle ungerade

------




